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Die Mikroelektronik-Industrie versorgt die Anbieter von elektronischen Gerä-
ten mit Bausteinen hoher Funktionalität. Trotz ständig wachsender Funktiona-
lität dürfen die Kosten nicht steigen und die notwendige Qualität muss sicher-
gestellt sein. Dieser Vortrag diskutiert den Einfluss des Produktionstests für 
mikroelektronische Produkte auf Kosten und Qualität. Dabei wird verdeutlicht, 
dass diese Parameter bereits beim Schaltungsentwurf berücksichtigt werden 
müssen. Zur  Reduktion der Kosten für den Produktionstest stehen strukturier-
te Design-for-Test Methoden zur Verfügung. Diese Methoden werden im 
Schaltungsentwurf mit dem Ziel verwendet, die Komplexität der Testaufgabe 
so zu reduzieren, dass ein kostenoptimierter und qualitativ hochwertiger Pro-
duktionstest möglich ist. Die Methoden werden im Vortrag eingeführt und die 
Bedeutung für ein realisiertes Produkt aufgezeigt. 
 
 Der Vortrag vermittelt einen dedizierten Einblick in die industrielle Praxis. 
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